
 

3G 射频近场探头介绍与应用 
本应用指南主要介绍各种3GHz射频近场探头的特点和性能，并解释了它们在定位、评测可能的

发射源以及对其进行故障诊断方面的特殊优势，尤其对PCB印刷电路板的电磁干扰测试(EMI)。 
近场探头简介 

电磁场由电场(E场)和磁场(H场)结合形成。工程师可使用各种近场探头来检测各类场的发射。 
磁场探头 

磁场发射源通常来自芯片组引脚、印刷电路板导线、电源线或信号线，或没有良好接地的金属盖。
磁场探头的感应元件是一个与发射导线或电线电感耦合的简易线圈。磁场探头在它的回路与载流电线
对齐时，提供频谱分析仪的最大输出电压。在诊断EMI的故障时，工程师需要在被测器件的表面旋转
和移动探头，以确定探头在功率读数达到最大值时的位置，同时避免遗漏重要的发射源。 
电场探头 

电场主要来源于未使用负载端接的电缆和电线，以及通向高阻抗逻辑电路的印刷电路板导线 (可
能是逻辑集成电路的高阻抗输入或三相输出)。最简单的电场探头实质上就是一个小型天线。电场探
头能够很方便地探测空中信号，例如蜂窝下行链路信号。这些大功率空中信号可能需要增加衰减，以
防频谱分析仪过载。不过，增加衰减将会影响频谱分析仪的灵敏度。 
选择探头类型 

在远场测试中，被测器件和天线之间的距离决定了场强的大小。当探头靠近发射源时，电流、电
压、形状和材料等特性将成为决定场强的主要因素。如果辐射是来自高电压、弱电流的电路或元器件，
那么电场在EMI近场中将起到主要作用。如果部分被测器件中电流很强而电压较低，那么磁场将起到
主要作用。在近场测试中，当探头逐渐远离被测器件时，磁场衰落的速度比电场更快。因此，磁场探
头更多地用于在近场测试中定位发射目标。 

选择近场探头 
选择近场测试探头往往要考虑几个重要因素，包括探头灵敏度、分辨率和频率响应等。 

灵敏度 
与频谱分析仪不同，近场探头的灵敏度不是一个绝对值。因此，工程师需要将频谱分析仪和探头

视为一个整体系统来测试其灵敏度。整个系统应能够轻松地探测到很小的发射，并有足够的余量来观
测硬件变动前后发射的变化。 
分辨率 

近场探头的分辨率对于定位发射源至关重要。通常来说，探头的灵敏度和分辨率是一对矛盾体。
例如，尺寸越大的磁场探头，灵敏度往往越高，探测发射的区域越大，但其分辨率会越低，从而难以
准确地分辨发射源。因此，最好是先使用尺寸较大、灵敏度较高的探头来执行EMI测试，捕获和确定
发射源的大致区域，然后使用尺寸较小但分辨率较高的探头来确定发射源的准确位置。为此，推荐您
配备多种探头。 
频率响应 

频率响应是一个经常会被忽略的重要因素。频率响应是给定探头在测量相同幅度、不同频率的信
号时得到的幅度差。当使用天线测试磁场时，更重要的是精确测量场强，而不是测量频率响应。在进
行近场测试的过程中，探头的角度以及探头与被测器件之间的距离都会改变，因此使测量场强的绝对



 

值失去了意义。数据结果的比较非常重要，它可以帮助工程师找到产生最大发射的频率点。例如，如
果频率响应在一个特定频率上出现很大衰减，那么在该频率上的高发射可能远远低于信号分析仪上的
发射，因而被忽视。 
其它特性 

近场探头的形状和多样性也是选择探头时需要考虑的重要因素。除了上面介绍的常规的电场和磁
场探头之外，工程师可能还需要一些专用探头，用来实施先进的EMI故障诊断。专用探头通常用于寻
找并屏蔽可能的发射源。例如：工程师可能需要借助专用的探头，才能发现耦合到电缆或电线，并辐
射到被测器件其它部分的发射。如果干扰信号通过电缆发射，那么使用常规的磁场和电场探头很难探
测到这些干扰信号。 

十四种3GHz射频近场探头性能介绍和对比 
第一种：OIRF-R400-1 磁场探头：30MHz～3GHz 

该大直径近场探头（直径25mm）是14种3G射频探头中灵敏度最高的近场探头, 但分辨率最低。
其探测距离最大达10cm。该类近场探头检测在设备和组件中的高频磁场的空间分布，并让用户得出
干扰辐射的结果。 

频率响应                          磁场校正特性 

频率：30MHz～3GHz，直径约为25mm，是德科技为N9311X-100-1、RSH400-1 

第二种：OIRF-R50-1 磁场探头： 30MHz～3GHz 
该中等直径近场探头（直径10mm）与OIRF400-1近场探头相比，其灵敏度要差, 但分辨率要高。

其探测距离最大达3cm。该类近场探头可以通过检测该磁场的分布和方向确定局部干扰源，从而使其
更精确和高分辨率地探测干扰。 

频率响应                          磁场校正特性 

 频率：30MHz～3GHz，直径约为10mm，是德科技为N9311X-100-2、RSH50-1 

第三种：OIRF-R3-2 磁场探头：30MHz～3GHz 
该小直径近场探头（直径3mm）具有较高的几何空间分辨率，用来检测高频磁场干扰。在印刷

电路线、旁路电容、EMC元件和在IC管脚内和电源供电区域通过移动该磁场探头，可以检测磁场的
分布和方向。 



 

频率响应                          磁场校正特性 

 频率：30MHz～3GHz，直径约为3mm，分辨率约为1mm。 

第四种：OIRF-R0.3-3 迷你磁场探头：30MHz～3GHz 
该近场探头具有高的空间分辨率，用来检测空间的射频磁场干扰。有一个白点标记的开环，可以

手动打开，用于识别磁场方向和强度。如果开环是垂直探测磁场，可以最大确定磁场干扰，此时90°
旋转开环，可确定最小值。在元器件附近、印刷电路线之间和印刷电路线上面、芯片的引脚区域、电
容器和电磁兼容组件区域等地方，通过引导该磁场探头（分辨率<1毫米），方便检测磁场分布（方向
和强度）。 

频率响应                          磁场校正特性 

 频率：30MHz～3GHz，直径约为2mm 

第五种：OIRF-B3-2 磁场探头：30MHz～3GHz 
该近场探头探测垂直于平坦器件表面的磁场，例如印刷电路板的表面，是理想的电流环路。该探

头能够测量印刷电路板上被遮住的元件，也可测量狭窄的电路板区域（例如大的控制器组件之间，分
辨率约为2 mm）。 

频率响应                          磁场校正特性 

频率：30MHz～3GHz，直径约为4mm，是德科技为N9311X-100-3 

第六种：OIRF-B0.3-3 迷你磁场探头：30MHz～3GHz 
该近场探头探测磁场，并且垂直进入探测点。因此，它适用于检测脚点的表面辐射的射频磁场。

为此，探针点适合施加到表面上的问题。由于其非常小的结构，在1毫米以下的磁场分布可容易解决，
例如：集成电路外壳和印刷电路板表面。该磁场探头方便测量难以到达的地方，如组件之间。 



 

频率响应                          磁场校正特性 

频率：30MHz～3GHz，直径约为2mm，分辨率<1mm。 

第七种：OIRF-U5-2 磁场探头：30MHz～2GHz 
该近场探头像电流钳，它通过在一个单一导体或导体束周围的磁场循环中检测到电流产生的磁场。

这是用很宽的导体运行（分辨率约5毫米）。由于具有独自的校正因子，从测量的探头电压它可以推
断出导体流过的电流。采用比较测量无需转换。 

频率响应                          磁场校正特性 

频率：30MHz～2GHz，尺寸约为6x6mm，是德科技为N9311X-100-4。 

第八种：OIRF-U2.5-2 磁场探头： 30MHz～3GHz 
该近场探头能敏锐探测在印刷线路、元器件连接点、电容器和集成电路管脚上的射频电流频谱。

该探头对磁场的敏感区域宽约为0.5mm（分辨率约0.5毫米）。 

频率响应                          磁场校正特性 

频率：30MHz～3GHz，尺寸约为4mm，RS为RSH2.5-2。 

第九种：OIRF-K7-4 磁场探头： 30MHz～1GHz 
该近场探头在探头头部两半间检测定向磁场内；这些可以是较大物体的环形磁场，如IC基板和宽

导电线径。通过探头的特殊头，可足够补偿均匀场的影响。探头特别适用于检测扁平面的非均匀边缘
磁场（分辨率约5毫米）。 

 



 

频率响应                               电流校正特性 

频率：30MHz～1GHz，尺寸约为6x10mm 

第十种：OIRF-E02 电场探头： 30MHz～1.5GHz 
该近场探头可以检测总线结构、大器件或电源模块等结构表面辐射导致的电磁干扰EMI。该探头

底部探测的电场区域约为2cm×5cm。测量时，该电场探头底部逐渐接近被测单元。当接近干扰源
时，如果电场探头针尖以45°角度倾斜时，可以得到更高的分辨率。 

 

 

 

 

 

 

 

电极表面积约为20mmx50mm，RS为RSE02。               频率范围：30MHz～1.5GHz 

第十一种：OIRF-E05 电场探头： 30MHz～3GHz 
该近场探头可以检测由时钟线、集成电路管脚和小元器件发射的电场。通过该探头，您可以在布

局线和平面元件区域灵敏进行电场探测。该电场探头电极宽度约为1毫米，并位于底部。这样您可准
确定位电场（分辨率为0.6mm导体）。 

 

 

 

 

 

 

 

电极表面积约为1mmx8mm                              频率范围：30MHz～3GHz 

第十二种：OIRF-E10 电场探头： 30MHz～3GHz 
该近场探头可以检测由时钟线表面发射的电场，探头头部宽为0.5mm。在电子模块和芯片上面，

其优良屏蔽性能可以防止邻近导线干扰影响测量结果。该电场探头具有细小的电极，可用来检测跟踪
一簇导线中的单根导线，其印刷布线最小可检测到0. 2mm。相比于印刷电路板的深绿色，该探头的
亮色显得醒目。 



 

 

 

 

 

 

 

 

电极表面积约为0.5x2mm，RS为RSE10。                        频率范围：30MHz～3GHz 

 第十三种：OIRF-E09 电场探头： 30MHz～3GHz 
该近场探头可以检测由多极芯片其表面发射的电场，在电子模块和芯片上面，该探头探测灵敏度

其距离为：0.5毫米～10毫米。SMB连接器。 
 

 

 

 

 

 

 

电极表面积约为10x10mm                              频率范围：30MHz～3GHz 

第十四种：OIRF-E04 电场探头：30MHz～3GHz 
该近场探头可以检测由时钟线和较小芯片其表面发射的电场，在电子模块上面，该探头探测灵敏

度其距离为：0.5毫米～10毫米。SMB连接器。 
 

 

 

 

 

 

 

电极表面积约为5x5mm                              频率范围：30MHz～3GHz 
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